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Meétodo Indireto - Interferometria
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M¢étodo Complementar para a Nanotecnologia
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Por que medir na nano escala?
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Produc¢ao de semicondutores
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Como a prospeccao foi realizada?
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Resultados
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CCL-WG-N

e Iniciouem 2012

28 LNM
* 50 % sao da Europa

 Brasil — unico da América Latina
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PEP em nanometrologia
* 7 programas realizados
* Primeiro PEP iniciou em 1998

* Brasil participou de 1 PEP
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Escopo de Calibracao e CMC
e 23 paises com faixa < 100 nm ¢ CMC < 10 nm
* CMC <1 nm: Alemanha, Taiwan, Japao e Singapura

* Brasil possu1t CMC > 10 nm
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SiSNANO

e Teve inicio em 2012

 Dividido em duas fases

e 2afase conta com 23 laboratorios

e Sudeste concentra > 60 %
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Pesquisas Realizadas dentro do SisNANO

e Nanomateriais e nanocompadsitos

e Diagnostico e prevencao de doencas

e Medicamentos

e Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos;
e Nanotoxicologia e seguranca

e Meio ambiente

e Petrdleo e gas

e Energia

e Aeronadutica, aeroespacial e defesa

e Agronegocio e alimentos

14 e MRC
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Pesquisas para o estabelecimento de rastreabilidade
metrologica

» Oxido de Vanadio (V,03) sobre o 6xido de silicio (SiOx)

* Caracterizacao da distribuicao de diametros de nanotubos de
carbono
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Conclusao

* A nanometrologia € essencial para a industria de semicondutores
* PEP ainda ndo suficientes, principalmente < I nm
* Apenas 4 paises possuem CMC < 1 nm

* O Brasil possuit CMC > 10 nm (oficializado)

* O Brasil caminha para a obteng¢do de rastreabilidade por meio de MRC
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